
ELLI 
Ellipsometer 

Das Ellipsometer ist ein Messgerät der Oberflächen- und Nanotechnologie, das z.B. ursprünglich in der 

Halbleiterindustrie Anwendung findet. Mit der Ellipsometrie können ultradünne Schichten im 

nanoskaligen Bereich hinsichtlich Schichtdicke und Brechungsindex charakterisiert werden.  

 

 


